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NANOTRAC Wave Il firmy Microtrac to
niezwykle elastyczny i wszechstronny
analizator wykorzystujacy metode
dynamicznego rozpraszania swiatta (DLS),
ktéry dostarcza informacji o wielkosci
czastek, potencjale zeta, stezeniu i masie
czasteczkowej. Dzieki niezawodnej
technologii, wyzszej precyzji i jeszcze lepszej
doktadnosci mozliwe jest jeszcze szybsze
wykonywanie pomiaréw. Wszystko to
potaczone w kompaktowym analizatorze DLS Kliknij by obejrze¢ film
z rewolucyjna stata sonda optyczna. Dzieki

unikalnej i elastycznej konstrukcji sondy

pomiarowej oraz zastosowaniu w NANOTRAC

Wave || metody detekcji ze wzmocnieniem

laserowym, uzytkownik moze jest w stanie

wykonac¢ pomiar wybierajgc z szerokiej gamy cel

pomiarowych, ktdre sprawdza sie w

najrézniejszych aplikacjach. Taka konstrukcja

pozwala na pomiary probek w szerokim zakresie

stezen, préobek monomodalnych lub

multimodalnych, a wszystko to bez

wczesniejszej wstepnej znajomosci rozktadu

wielkosci czastek. Jest to mozliwe dzieki

zastosowaniu metody czestotliwosciowego

spektrum mocy - Frequency Power Spectrum

(FPS) zamiast klasycznej spektroskopii korelacji

fotonow (PCS).
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ANALIZATOR CZASTEK NANO
SERII NANOTRAC WAVE

| DLS z rozpraszaniem wstecznym 180°

| Stabilny uktad pomiarowy o nieruchomej
optyce - nie wymaga regulacji

| Szybkie odwrécenie pola zapobiega
elektroosmozie

| Niezawodna kalkulacja mobilnosci w funkgji
widma mocy

| Pomiar potencjatu zeta przy wysokich
stezeniach

| Okreslanie stezenia probki oraz masy
molekularnej

| Uniwersalna kompatybilnosc¢ z
rozpuszczalnikami

| Metody czestotliwosciowego spektrum mocy
zamiast PCS

| Wzmocnienie optyczne lasera — wysoki
stosunek sygnatu do szumu
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ANALIZATOR CZASTEK NANO NANOTRAC WAVE II / ZETA
DOKLADNY POMIAR UKLADOW KOLOIDALNYCH

Wszystkie analizatory z serii NANOTRAC WAVE SN RN |
wykorzystuja te sama rewolucyjna technologie z oy .
sonda pomiarowa DLS. Wykorzystujac nasza metode
detekcji ze wzmocnieniem laserowym, zapewnia ona
powtarzalne i stabilne pomiary wielkosci czastek dla
wszystkich rodzajow materiatow.

Seria NANOTRAC WAVE moze rowniez obliczac
stezenie probki, wykorzystujac widmo mocy i
wyhikajacy z niego wspodtczynnik obcigzenia. W
zaleznosci od obliczenia rozktadu, stezenie bedzie
wyswietlane w odpowiednich jednostkach, takich jak
cm3/ml lub N/ml. Mozliwe jest rdwniez obliczenie
masy czasteczkowej na podstawie promienia
hydrodynamicznego lub wykresu Debye'a.

Wraz z analizatorem czastek NANOTRAC WAVE Il
dostepne sg rézne cele pomiarowe wielokrotnego
uzytku o réznych rozmiarach. Standardowa i mata
cela teflonowa moze by¢ uzywana do szerokiego
zakresu probek. W przypadku probek, ktore sg
trudniejsze do oczyszczenia, dostepna jest cela ze
stali nierdzewnej o standardowej objetosci, a takze
cela ze stali nierdzewnej o powiekszonej objetosci.

Analizator czastek NANOTRAC WAVE Il Zeta posiada
specjalna kuwete wielokrotnego uzytku z elektroda
do pomiardw potencjatu zeta. Wszystkie probki
mierzone przez model Wave || moga byc¢ rowniez
mierzone pod katem potencjatu zeta.
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ANALIZATOR CZASTEK NANO NANOTRAC WAVE Il / ZETA

IDEALNY DO ANALIZY NANOCZASTEK | POTENCJALU ZETA

Mobility (magnitude) Polarity [+ or -)

Do pomiar potencjatu zeta w analizatorze wielkosci czastek NANOTRAC WAVE |l wykorzystuje sig te sama
metodologie, co do pomiaru rozktadu wielkosci czastek nano - jest to metoda czestotliwosciowego spektrum
mocy (Frequency Power Spectrum). Urzadzenie wyposazono w nieruchomy uktad optyczny gwarantujacy
stabilny pomiar bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek regulacji. Sygnat oryginalny potaczony z
sygnatem z rozproszenia wstecznego pochodzacego od czastek trafia do detektora tak samo, jak to ma
miejsce przy pomiarze wielkosci czastek. Szybkie sekwencjonowanie przytozonych pol elektrycznych zapobiega
elektroosmozie. Powierzchnia sondy optycznej jest pokryta powtoka zapewniajaca kontakt elektryczny z
probka. Stosowane sg dwie sondy, jedna do okreslenia biegunowosci tadunku czastek, a druga do pomiaru
mobilnosci czastek w polu elektrycznym. Polaryzacja jest mierzona w impulsowym polu elektrycznym,
natomiast mobilnos¢ we wzbudzonym polu elektrycznym o charakterystyce sinusoidalnej wysokiej
czestotliwosci. Cela do pomiaru potencjatu zeta posiada wiec dwie sondy detekcyjne umieszczone po
przeciwnych stronach stuzace do wykrywania polaryzacji i mobilnosci czastek. Na podstawie rozktadu widma
mocy (PSD) o czestotliwosci liniowej mozna obliczy¢ wskaznik zatadowania (LI), ktory jest proporcjonalny do
stezenia czastek. Indeks ten ma wartosc liczbowa dla kompletnego rozproszenia swiatta, ktora nastepnie
mozna wykorzysta¢ do okreslenia mobilnosci czastek w mikronach / s/ volt / cm oraz polaryzacji czastek jako +
/ -, dodatnie lub ujemne. Pomiar mobilnosci i potencjatu zeta rozpoczyna sie od pomiaru PSD i okreslenia LI
przy wytaczonym wzbudzeniu. Nastepnie PSD jest mierzone z wigczona fala sinusoidalng o wysokiej
czestotliwosci, a do dalszych kalkulacji brany jest stosunek tych wartosci. Polaryzacja jest okreslana poprzez
pomiar LI przed i po impulsowym wzbudzeniu pradem statym. Stosunek LI po wzbudzeniu podzielony przez LI
przed wzbudzeniem mniejszy niz jeden oznacza polaryzacje dodatnia (spadek stezenia), a stosunek wiekszy niz
jeden oznacza polaryzacje ujemna (wzrost stezenia) dla dodatnio natadowanej powierzchni sondy.

Mobilnos$é = C x (stosunek [PSD(on) - PSD(off)] / LI(off)
Potencjat Zeta «x Mobilnos¢
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ANALIZATOR CZASTEK NANO NANOTRAC WAVE Il / ZETA
TYPOWE APLIKACIE

STABINO ZETA to niezwykle wszechstronne rozwigzanie do szybkiej i niezawodnej analizy potencjatu zeta oraz
stabilnosci. Urzadzenie, zaprojektowane z mysla o potrzebach wspdtczesnego przemystu, umozliwia
uzytkownikom optymalizacje wydajnosci w szerokim zakresie zastosowan, w tym w przypadku farb
drukarskich i pigmentdw, ceramiki, zywnosci i napojow, uktadéw koloidalnych, polimeréw, mikroemulsji,
kosmetykow, zawiesin do akumulatoréw, chemikaliow oraz materiatow weglowych. Niezaleznie od tego, czy
chodzi o poprawe jakosci produktu, przyspieszenie rozwoju czy zapewnienie spdjnosci procesu, STABINO ZETA
dostarcza szybkich, praktycznych informacji tam, gdzie sg one najbardziej potrzebne.

T g
%

¥ -

P pe
& /1)%)J

srodk/ farmaceutyczne emulsje

| $rodki farmaceutyczne | koloidy |  Srodowisko

| atramenty | polimery | spoiwa

| nauki biologiczne | mikroemulsje | metale

| ceramika |  kosmetyki | materiaty przemystowe
| napoje & zywnos¢ | chemikalia

.. i wiele innych!

Aby znalez¢ najlepsze rozwigzanie dla swoich potrzeb w zakresie charakterystyki czastek, odwiedz nasza baze
danych aplikacji
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INTUICYINA OBStUGA ZA POMOCA KILKU
KLIKNIEC

DIMENSIONS LS DLA SERII
NANOTRAC

Oprogramowanie DIMENSIONS LS sktada sie z pieciu
przejrzyscie zorganizowanych obszaréw roboczych
utatwiajacych opracowywanie metod i obstuge
urzadzenia NANOTRAC. Wyswietlanie wynikow i
ocena wielu analiz sg mozliwe w odpowiednich
obszarach roboczych, nawet podczas trwajacych
pomiaréw.

Proste opracowywanie metod
Przejrzysta prezentacja wynikéw
Rézne opcje oceny wynikéw
Intuicyjna organizacja pracy
Rozbudowany eksport danych
Mozliwos¢ pracy wielu uzytkownikéw
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ANALIZATOR CZASTEK NANO NANOTRAC WAVE Il / ZETA
ZASADA DZIALANIA

System optyczny analizatora wielkosci nanoczastek NANOTRAC WAVE |l to sonda zawierajaca swiattowdd
potaczony z rozdzielaczem Y. Wigzka lasera jest skupiana wewnatrz prébki, blisko konca sondy pomiarowe;.
Czesc wiagzki Swiatta odbija sie od znajdujacego sie w sondzie okna wykonanego ze szkfa szafirowego i wraca
do fotodiodowego detektora. Swiatto lasera przenika rowniez przez mierzona dyspersje, a rozproszona przez
czasteczki wigzka odbija sie pod katem 180 stopni i trafia z powrotem do tego samego detektora. Poziom
sygnatu optycznego pochodzacego od swiatta rozproszonego przez znajdujace sie w prébce czastki jest
znacznie nizszy niz poziom sygnatu oryginalnego. Wigzka oryginalnego sygnatu o wysokiej amplitudzie odbita
od szafirowego szkta miesza sie z powracajgcym Swiattem o niskiej amplitudzie odbitym od mierzonych
czastek dajac sygnat powrotny o wysokiej amplitudzie. Taka metoda detekcji wykorzystujaca bezzaktéceniowe
wzmochienie optyczne zapewnia do 106 razy wiekszy stosunek sygnatu do szumu niz inne metody DLS, w tym
spektroskopia korelacji fotonowej (PCS) czy NanoTracking (NT) lub Nanoparticle Tracking Analysis (NTA).
Szybka Transformata Fouriera (FFT) sygnatu wzmocnionego optycznie daje liniowe widmo czestotliwosciowe
mocy, ktdre jest nastepnie przeksztatcane do skali logarytmiczna i dekonwolutowane (rozplatane - sygnat
pochodzacy od prébki jest oddzielany od sygnatu oryginalnego), tak by uzyskac¢ wynikowy rozktad wielkosci
czastek. Zastosowanie Wzmocnionej Detekcji Laserowej (wzmocnienia optycznego) umozliwia poprawne i
pewne obliczenie widma czestotliwosciowego dla wszystkich rodzajow rozktadow wielkosci czastek - waskich,
szerokich, jedno- lub wielomodalnych - bez potrzeby uzyskania informacji a priori majacej na celu dopasowania
algorytmu, jak to ma miejsce w przypadku PCS. Metoda detekcji ze wzmocnieniem laserowym firmy Microtrac
jest odporna na aberracje sygnatu spowodowane zanieczyszczeniami w prébce. Klasyczne instrumenty PCS
musz3 albo filtrowac probke, albo tworzy¢ skomplikowane metody pomiarowe, aby wyeliminowac te
nieprawidtowosci.

0 o 2:: (( ©.
1. Detektor | 2. Odbita wigzka lasera i Swiatto rozproszone | 3. Okienko szafirowe | 4. Rozgateznik wigzki Y | 5.
Soczewka GRIN | 6. Probka | 7. Wigzka laserowa w swiattowodzie | 8. Laser
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Iteracyjne obliczanie wielkosci czastek na podstawie widma mocy
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LOGARITHMIC FREQUENCY CHANNELS

1. Szacowanie rozktadu wielkosci czastek | 2. Obliczenie szacunkowej wielkosci czastek | 3. Kalkulacja btedéw w
obliczeniu wielkosci czastek | 4. Korekta rozktadu | 5. Minimalizacja btedu poprzez powtdrzenie krokdw 1-4 | 6.
Ostateczny wynik dla minimalnego btedu pomiarowego
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